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センター年報の発刊を祝して 

 

                          学 長  金 城 俊 夫 

 

 機器分析センターが去年４月１日に省令施設として発足し、この度その年報第１号が発

刊されますことを心からお祝い申し上げます。 

 またこの機会に、本センターの省令化を目指し、努力された関係教職員のご苦労に対し、

衷心より感謝致します。 

 その前身である「計測センター」は、昭和５８年、本キャンパスへの統合移転を契機に、

大型、精密機器の集中化による有効利・活用と保守・管理の合理化を図るため、共同利用

施設として、学内措置で設置されました。 

 しかし、科学技術の急速な発展に伴い、学内で使用される機器等も高度化、多様化し、

従来の組織では対応が困難になってきました。 

 今回、省令化されたことによって、専任教官および技官が配置され、従来の人的な不備

がかなり解消でき、学内の要請に対応できるようになったのではないかと思います。 

 今後さらに、最先端の研究を推進するために不可欠な計測・分析機器の合理的かつ効率

的な運用を図ると共に、教育研究の支援施設の中核として、その役割を担っていただくこ

とを期待します。また単に、学内だけでなく、地域の産・官との共同研究についても、地

域共同センター等と連携しつつ、中核的役割を果たしてくれるよう希望します。 

 本年報が、教職員および学生さらに学外研究者に、本センターを積極的に利・活用して

いただくための各種情報を提供してくれることを心より期待致します。 

 なお、建物は既設のままで、狭隘の状況が続いていますが、今後１日も早く増築される

よう、努力していく所存であります。 

 最後に、石原センター長、専任の沓水先生、村瀬技官、春日技術補佐員はじめ本センタ

ーにおける教育、研究および運営に携わる教職員の皆様の一層のご尽力をお願い致します。 



省令化施設「機器分析センター」発足にあたって 

 
機器分析センター長 石 原 秀 晴 

 
 学内共同利用組織として活動してきた「計測センター」が平成９年４月より省令化施設「岐阜大学機器

分析センター」として新しく生まれ変わりました。ここに「機器分析センター年報第１号」を発刊できる

ことになり、まことに敬賀に存じます。これも歴代の計測センター長はじめ関係各位の御尽力、また、学

長・局長をはじめとする岐阜大学全構成員皆様のご理解、ご協力によるものと心より感謝するところです。

省令化に伴い専任の教官１名が配属されましたが、運営、機器の管理等はこれまでとほとんど変わりませ

ん。しかし、省令化施設として発足したからには、これまで以上に教育・研究への支援組織として充実さ

せていかねばなりません。センター職員一同、一層努力する所存でございますが、引き続き、皆様のご支

援とご高配の程お願い申し上げます。 

 なお、本年度総合情報処理センターの建物が増築された関係から、これまでの教育端末室を譲り受け、

約２２０m２が増設され、計６６０m２の規模の施設となります。手狭であった当センターも少しは余裕が

できることになりました。また、紫外可視分光光度計（反射及び透過）が本年度の一般設備として導入さ

れますので、皆様の一層のご利用をお待ちしています。 

 

 平成８年に策定された科学技術基本計画において、今後の科学技術に対する具体的な提案がされていま

すが、その内で、研究開発の基本的方向として、社会ニーズに対応した独創的・革新的技術の創成、自然

と人間に対する理解を深める基礎研究の推進等が挙げられ、同時にこれらの創成、推進に貢献するために

施設・設備等の研究開発基盤を抜本的に整備し、分析機器は全学利用により効率的に使用するよう提言さ

れています。機器分析センター（計測センター）はこれまでも学内共同利用施設として、岐阜大学の教育・

研究における重要な役割を担ってきましたが、この様な基本計画に沿った研究開発、大学の教育・研究の

進展のため、積極的な役割を果たせる機器分析センターになるよう理解を求めていかなければならないと

思っています。昨今、新しい分析機種が開発されることにより新規な学術分野の萌芽・発展、あるいは汎

用機器が従来の機能に大幅な改良が加えられることによる既存の分野の質的高度化と研究速度の加速化が

見られます。しかし、岐阜大学機器分析センターではそれらの流れに対応できないばかりか、本学の教育・

研究の向上に対処できない状況になりつつあります。科学技術基本計画の趣意に沿った共同利用の精神を

活かすことにより、厳しい予算環境下、当大学の予算配分を抜本的に整備し、全学利用の精神を活かした

共同利用機器の充実と効率ある運用から、岐阜大学からのビッグサイエンスの創成と教育の充実がなされ

てくるのでなかろうか。全学の皆様の理解を得、共同利用施設である本施設が充実され、より多くの教職

員および学生諸氏が本施設を“積極的に”いや“ぜひに”と活用されることを願ってやみません。 

 

 最後になりましたが、本施設の機器の管理・運営に多大な労力をいただいているセンター員の方々に心

から感謝申し上げ、また、今後とも本施設が円滑に管理・運営できるよう皆様方のご理解とご協力をお願

い致します。 



専任教官になって 

 

                       機器分析センター専任教官 沓水祥一 

 

 本センターは旧計測センター時代の皆様方の長年のご努力により、平成 9年 4月 1日によ

うやく省令化され機器分析センターとして新しく発足、私は専任教官として“お世話にな

る”ことになりました。省令化されて１年、確かに名前は変わった、３月には旧情報処理セ

ンターの端末室を譲り受け本センターの教官室や測定室として改築された、しかし利用者に

とってその受けるサービスは良くなったわけではない、新しい機器がいくつも入ったという

わけでもない、いったい何が変わったのだろうか！！！というのが皆様の率直な感想ではな

いでしょうか。私自身、皆様利用者方の“お世話をする”べきなのに、実際には皆様方に助

けられてばかりの１年だったかと思います。この場を借りてお礼を申し上げます。省令化さ

れたとはいえ本センターの運営費は残念ながら以前より増えたというわけではありません。

高度な計測分析機器が研究に果たす役割がますます重要になってきている今日においては、

大型計測機器の集中管理と共同利用を目指す本センターへの皆様方の期待は少なくないか

と思いますが、このような共同利用の施設は多少は不満でもとにかく皆様方に利用していた

だくということがとても大切です。利用者増大はやがて新しい機器の導入や受けられるサー

ビス等の利用環境の改善につながるはずです。そのために長い目で見た皆様方の暖かい支援

と積極的な利用とを引き続きお願いするとともに、私自身は微力ながらすこしでも皆様の期

待に応えられるよう頑張らねばと思う次第です。よろしくお願いいたします。 

 



1 .  設置の趣旨と目的 

近年の計測・分析機器の進歩は著しく、それだけにどの分野の研究においても計測・分析機器が

研究に果たす役割はますます重要になってきている。しかるにこれらの計測・分析機器は大型化す

るあまり、研究者個人はもとより各部局単位ですら購入し維持管理することが困難になってきてい

るのが実情である。当センターではこのような昨今の状況に対応すべく、 

１）既設および今後導入される大型の計測・分析機器の全学共同利用による有効利用、 

２）専門家による機器の集中管理により、各機器の性能を最高度に発揮させる、 

３）計測・分析機器の基礎と応用に関する教育・訓練の充実、 

４）学内外からの計測・分析機器に関する相談に応じ、学内の教育研究および地域社会の発展に

寄与する、等 

の目的のために設置された。当センターはセンター長（併任）を中心とする機器分析センター運営

委員会の運営方針に基づき、各装置の維持管理にはそれぞれの装置の専門家である各学部の先生方

にセンター員としての協力を仰ぎつつ、センター専任教官およびセンター職員により日常業務が行

われている。 

 

2 .  沿革 

昭和 55年度  岐阜大学統合移転に伴い、学内共同岐阜大学情報・計測センターを設 

置。 

昭和 58年度  岐阜大学計測センター及び岐阜大学情報処理センターに改組。 

平成 9年度   省令化に伴い、岐阜大学機器分析センターとして新たに発足。紫外可 

視分光光度計（日立U 4000（特）型）を設置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 .  管理運営組織図   （）は内線番号 

 

                          工学部教授 石原 秀晴（併任）(2612)   

 

                                沓水 祥一    (2573) 

 

                                                                村瀬 由美子     (2035) 

                                                                春日 美由紀   (2035) 

 

                               （次ページを参照ください） 

 

 

 

 

 

                     教育学部       吉松 三博      (2251) 

                                 地域科学部      粕谷 志郎       (2253)  

                                 医学部        森田 啓之       (2222) 

                                 工学部        鈴木 正昭       (2635) 

                                 農学部        早川 享志       (2929) 

                                 医学部付属病院    粕谷 由子       (2294) 

                                 医療技術短期大学部  宮田 延子     (1490) 

 

                                         

 

                                         係長         吉田 公平       (2014) 

                     主任         牧野 弘         (6564) 

                     事務官        野村 友里      (6564) 

 

（注）平成10年度から事務組織の改組に伴い研究協力課が所掌予定。 
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１．超伝導高分解能フーリエ変換核磁気共鳴装置 ( F T - N M R )  

 

 現在、核磁気共鳴(NMR)は分子の構造や物性を知る最も重要な分析法の一つで、有機化学，

物理化学のみならず農学、医学などの生命科学の研究にも広く使われており、天然物化学へ

の寄与、医療分野でのNMRイメージング（MRT断層映像）などでも話題になっている。 

 物質を磁場の中に置いたとき、1H、13C といった原子の原子核の状態はいくつかのエネル

ギー準位に分裂し、これに共鳴周波数のラジオ波を照射することでその準位間の遷移が起こ

る。その遷移エネルギー（すなわちラジオ波の共鳴周波数）は原子核の電子状態により微妙

に異なっており（これを化学シフトという）、ここから各々の原子の状態、あるいはその原

子を含む原子団（置換基）の化学的性質を知ることができる。 

 超電導磁石による高磁場の実現、フーリエ変換法およびコンピューターの発達により、ラ

ジオ波パルスによる測定が可能になり、種々の対象物を、容易にかつ高精度に分析すること

が可能になった。 

 

 当センターには、次の３種のFT-NMRが設置されている。 

 

１）バリアンUNITY INOVA 500 

  （500MHz） 

当センターの最高機種として、通常測定（1H，13C，多核，DEPT，COSY など）はもとより、

パルス磁場勾配法（PFG）を用いることにより、効率的な２次元および３次元の測定やHMBC、

HMQC を含むインバース測定など全ての測定手法を実施することができる。また、乾燥空気

を用いて-60 ℃までの低温で測定することが可能であり、液体窒素を用いることなく簡便に

低温測定を行うことができる。 

 

２）バリアンUNITY INOVA 400 

  （400MHz） 

上述のUNITY INOVA 500と相補的に用いられる機種であり、マジックアングル用プローブを

装着することによって、固体CP/MAS の測定やナノプローブでの微量サンプルの測定が可能

である。またオートサンプラー（９本まで）を用いて，1H，13C，19F，31Pの連続測定を行う

ことができる。 

 

３）バリアンGEMINI 2000/200 

  （200MHz） 

当センターでの入門用NMRであり、簡易自動測定用インターフェイス（ GLIDE）を用いれば、

数回のアイコンクリックで通常測定（1H，13C，DEPT，COSY，C-H COSY，差 NOEなど）ができ

る。 



 

  

1 .  F o u r i e r  T r a n s f o r m  N u c l e a r  M a g n e t i c  R e s o n a n c e  S p e c t r o s c o p y  ( F T - N M R )  

 

 In these days, Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy has become one 

of the most important tools for investigating the molecular structure and 

physicochemical properties of materials in inorganic, organic and biological chemistry. 

Structural analyses of natural products by NMR, application in the medical field 

(tomogram by NMR) and so on are current topics. 

 NMR is a spectrometric technique that utilizes the resonant transitions of atomic 

nuclei such as 1H and 13C, which are placed in a static magnetic field and irradiated by 

a radiofrequency electromagnetic wave. When the energy of the electromagnetic wave 

is in resonance with the energy difference between the nuclear magnetic levels split by 

the magnetic field, a resonant absorption occurs. The transition energy is very sensitive 

to the electronic, and therefore, to the chemical environment of the nucleus; the 

resonant frequency is reported in terms of a chemical shift. The spectrum obtained from 

NMR usually consists of more than several lines with different chemical shift values, 

from which we can deduce valuable information on the chemical nature of various 

parts of a given molecule. 

 

 The Center has three FT-NMR spectrometers. 

 

1) Varian UNITY INOVA 500 

 (500 MHz) 

This spectrometer is a high-end model in the Center, and allows not only usual 

measurements (1H, 13C, multiple nuclei, DEPT, COSY, etc.) but also all kinds of 

measurements such as 2D- and 3D-measurement and inverse measurement (HMBC, 

HMQC) by use of Pulsed Field Gradients (PFG) technique. The measurements at low 

temperatures to -60 ℃ are easily available without liquid nitrogen but with dry air. 

 

2) Varian UNITY INOVA 400 

 (400 MHz) 

This instrument is capable of measuring solid CP/MAS, and should be employed 

auxiliarlily for INOVA 500. Measurement of samples with a very limited amount is 

possible by use of 'nano-probe'. In addition, auto-sampler system (for 9 samples at 

maximum) allows the continual measurements of 1H, 13C, 19F, and 31P. 

 

3) Varian GEMINI 2000/200 



 

  

 (200 MHz) 

Gemini 2000/200 is an entry model for beginners and for a routine work (1H, 13C, 

DEPT, C-H COSY, NOE etc.). When you use this instrument with the simple, auto 

measurement system (GLIDE), you can have satisfactory spectra with just several 

clicks of the mouse.  

 

２．質量分析装置 ( M S )  

 

 質量分析装置は，超伝導核磁気共鳴装置とともに，特に有機化合物の構造解析に威力を発

揮する。分析に必要とされる化合物の量は数ナノグラムで，その試料分子に由来するマスフ

ラグメントへの開裂パターンを測定し，試料の同定，定量を行うことができる。 

 揮発性試料の分子はイオン化室へ導入され，そこで化合物はイオン化されて，またより低

分子量のイオン（フラグメントイオン）へと開裂する。プラスに帯電した分子とそのフラグ

メントイオンは，磁場中で加速，分散されて，各々の質量に従って分別（質量分離）される。

それらのイオンはイオン検出部に到達し，電気的に記録される。各質量のイオンの存在比の

記録は，化合物によって固有のパターンを見せるから，既知または未知化合物の同定，分子

量の測定，あるいは分子構造の推定を行うことができる。 

 当センターには，データ処理装置に接続された２台の質量分析計がある。質量分析計はガ

スクロマトグラフに接続されており，化合物の単離操作は必ずしも必要ではない。また，デ

ータ処理装置は情報の検索を行うことも可能である。以下に，それらの仕様について簡単に

示す。 

 

１）GCMS QP-1000システム（島津），四重極型 

 （性能） 

   マスレンジ： m/z = 10－1000； 分解能： M /ΔM = 2000； 

   感度： S/N比が 100以上で1 ngのステアリン酸メチルの M +(298)を検出可能 

 （試料導入） 

   直接導入およびガスクロマトグラフを用いた間接導入 

 （イオン源） 

   イオン化法： 電子衝撃（EI）法および化学イオン化（CI）法；  

   イオン化電圧： 20および70 eV 

 （測定） 

   マススペクトラム、マスフラグメントグラム、トータルイオンクロマトグラム、 

   マスクロマトグラムなど 

 

２）GCMS 9020-DFシステム（島津），二重収束型 



 

  

  GCMS 9020-DFシステムではGCMS QP-1000システムより高分解能の測定が可能である。 

 （性能） 

   マスレンジ： M/z = 1－6000； 分解能： M /ΔM = 25000； 

   感度： S/N比が 10以上で50 pgのステアリン酸メチルの M +(298)を検出可能 

 （試料導入） 

   直接導入およびガスクロマトグラフを用いた間接導入 

 （イオン源） 

   イオン化法： EI法、CI法、高速原子衝突（FAB）法およびフィールドイオン化（FD） 

    法； イオン化電圧：連続可変 

 （測定） 

   マススペクトラム、マスフラグメントグラム、トータルイオンクロマトグラム、 

   マスクロマトグラムなど 

 （特殊測定） 

   MIKES（娘イオン）、メタステーブルイオン、ネガティブイオンおよびミリマス 

 

３）データ処理装置GCMS PAC-1100（島津） 

 （コンピュータ） 

   容量：９５メガバイト 

 （能力） 

   一般的なデータ処理（記憶、表示、３次元表示、バックグランド消去、印刷など）、 

   分析計制御および情報検索（NBS/NIH/EPA標準データベースの39,750マススペク 

   トル） 

 

2 .  M a s s  S p e c t r o m e t e r  S y s t e m  ( M S )  

 

 Mass spectrometer is a useful instrument for chemical analysis of organic 

compounds. This analysis is usually achieved by degrading a few nanogram of a 

compound and recording the fragmentation pattern derived from the mass 

fragmentation processes. 

      The molecules of the volatile sample are ionized and divided into lower molecular 

mass ions (fragment ions) in the ionization room. The resulting positive charged 

molecule and its fragment ions are accelerated into magnetic field unit which separates 

them in space according to their masses, and the detector responds to the arrival of the 

ions. The record of ion abundance versus mass, which is usually called a mass spectrum, 

shows a pattern inherent of the molecule analyzed, and therefore, by using the mass 

spectrum, we can identify the molecule and determine the molecular weight and 



 

  

molecular structure of known or unknown compounds. 

 The Center has two mass spectrometers which are connected with a data 

processing system. They are designed to be almost automatically controlled throughout 

the process, and one can easily monitor the instrument conditions, handle the data 

obtained, and search library data. Each mass spectrometer is equipped with a gas 

chromatography, and so one can analyze a series of compounds in a mixed sample 

without isolation procedures. The main specifications of two mass spectrometers and the 

data processing system are as follows: 

 

1) Shimadzu GCMS QP-1000 system, quadrupole type 

   (Performance) Mass range: m/z =10-1000; Resolution: M/∆M=2000; 

                 Sensitivity: detection of 1 ng of methyl stearate M + (298) with S/N 

                 ratio > 100. 

   (Injection of Sample) Indirect injection via gas chromatograph and direct injection 

   (Ion source) Ionization method: Electron impact (EI) and chemical ionization (CI) 

               method; Ionization voltage: 20 or 70 eV. 

   (Measurement type) Mass spectrum, mass fragmentgram, total ion chromatogram, 

                      mass chromatogram, etc. 

 

2) Shimadzu GCMS 9020-DF system, double focus type 

This system makes it possible to measure higher resolution mass spectra than GCMS 

QP-1000 system. 

   (Performance) Mass range: m/z =1-6000; Resolution: M/∆M=25,000; 

                 Sensitivity: detection of 50 pg of methyl stearate M + (298) with S/N 

                 ratio > 10. 

   (Injection of Sample) Indirect injection via gas chromatograph and direct injection 

   (Ion source) Ionization method: El, CI, fast atom bombardment (FAB), and field 

               desorption (FD) method; Ionization voltage: continuously variable 

   (Measurement type) Mass spectrum, mass fragmentgram, total ion chromatogram, 

                      mass chromatogram, etc. 

   (Special measurement) Measurements of MIKES (daughter ion), metastable ion, 

                         negative ions, and millimass are available 

 

3) Shimadzu GC-MS PAC 1100 

   (Computer) Capacity: 95 Mbits. 

   (Ability) General data procession (saving, display, three-dimensional display, 



 

  

           background subscription, printing, and others), instrument control and 

           library search (39,750 mass spectra of NBS/NIH/EPA standard data base) 

 

３.  電子顕微鏡 ( T E M , S E M , E D , E D X , & E E L S )  

 

 センターに設置されている電子顕微鏡は、日立製の本体H-8100 に付属装置として走査像

観察装置H-8010、エネルギー分散型X線分析装置Analyst 8000（Kevex 社）と電子線エネ

ルギー分析装置H-8020 を装着し、医学生物科学および材料科学における試料の総合的分析

が可能であり、下記のような分析が日常的に行われている。 

 

1）透過像観察(TEM) 

 生物材料および非生物材料の超薄切片を100倍から100万倍に拡大して、その微細構 

造を観察することができる。分解能は、1.44 Å（格子像）から2.1 Å（点観察像）である。

加速電圧は75 kVから 200 kV までの 5 段階選択であるので、いろいろな厚さの切片が使用

可能である。像の焦点合わせを含め、すべてがコンピューターで制御されているため、初心

者でも即座に十分な観察データをとることができる。生物材料の場合には、通常、切片を種々

の金属で染色して観察するが、染色操作を避けたい場合は、走査透過像(STEM)機能により、

無染色の切片を明視野像または暗視野像として観察することもできる。また、傾斜角度を変

えることにより、準超薄切片からステレオ電子顕微鏡写真を作製することも可能である。さ

らに生きた細胞の内部構造を調べるためのフリーズエッチングや，生体膜の内部構造を調べ

るためのフリーズフラクチャーも可能である（日立HFZ-1）。切片作製のための超ミクロト

ーム（デュポンMT-1とライカUCT）および真空蒸着装置（日立HUB-5GB）もセンターに設置

してある。 

 

2）走査像観察(SEM) 

厚さ 0.5 mmまでの組織、細胞、細菌、ウイルスおよび無機材料の表面構造を3 nmの分解能

で観察することができる。試料作製のための臨界点乾燥装置（日立HCP-2）とイオンコーテ

ィング装置（日立E-102およびE-201イオンスパッタ）もセンターに設置してある。 

 

3）電子線回折(ED) 

 結晶性の薄膜試料について、制限視野回折法により回折像を得、その試料の結晶学的構造

に関する情報を得ることができる。H-8100 では、実像と回折像がよく調和するようにコン

ピューターで制御されている。 

 

4）X線分析(EDX) 

 試料に電子ビームを当て、放出される特性Ｘ線のエネルギーをシリコン検出器で受け、含



 

  

まれる元素の分析を行うことができる（エネルギー分散型）。SEM像、TEM 像を観察しなが

ら希望の部位の点分析、線分析および面分析を行うことができ、得られたデータは Kevex

社のソフトAnalyst 8000 で定性、定量的に処理することができる。また、画像処理（エプ

ソンGT-9000イメージスキャナとNEC PC-9801Xpパーソナルコンピュータ）により、元素の

分布を実像と重ね合わせるなどいろいろな表現方法が可能である。 

 

5）電子線エネルギー分析(EELS) 

 電子線が試料を通過するときに失うエネルギーを分析し、試料の構成元素を調べることが

できる。主としてB、C、N、Oなどの軽元素の分析に用いる。エネルギー分解能は4 eVであ

る。 

 

６）ディンプルグラインダー（ガタン-日製産業656N型） 

 セラミックス、半導体などの透過電子顕微鏡観察用の薄片試料作成のために用いる。試料

表面をダイアモンドペーストあるいはアルミナペーストで研磨し、球面状の窪みを作成する

ことができる。主として次項で述べるイオンミリング処理の前処理に用いる。通常、最小厚

さ部分が20 μm～50 μmまで研磨が可能であるが、注意深い操作により 5 μm まで薄くす

ることが可能である。 

 

７） イオンミリング装置（ガタン-日製産業DuoMill 600N型） 

 主としてセラミックス、半導体などの透過電子顕微鏡観察用試料の作成の最終処理に用い

られる。あらかじめ数十μm以下の厚さにした試料表面に、高真空中で加速されたアルゴン

イオンを照射し、試料に穴を開ける。この時、イオンビームをある角度で照射すると、穴の

エッジ部分が数十～数百nmの厚さとなり、透過電子顕微鏡観察が可能となる。 

  Gatan DuoMillは、試料室を２つもち同時に２つの試料を処理することができる。 

 

その他のアクセサリー： 

 ガラスナイフ作成器（三慶科学メッサーCおよびライカEM KMR） 

 実体顕微鏡（ニコン SMZ） 

 現像装置（DOSAKA EM TB-3-75） 

 引伸機（フジA-450） 

 乾燥機（FC JRC-33） 

 

3 .  E l e c t r o n  M i c r o s c o p e  ( T E M ,  S E M ,  E D ,  E D X ,  & E E L S )  

 

 The Hitachi H-8100 is a high voltage electron microscope designed to meet 

various modern scientific requirements from materials science to biomedical 



 

  

applications. When the H-8100 is used in conjunction with other instruments, e.g., the 

scanning electron microscope H-8010, the energy dispersing X-ray analyzer Kevex 

Analyst 8000 and the electron energy loss spectrometer H-8020, the H-8100 is capable 

of performing various functions listed below according to the user's needs. 

 

1) Transmission Electron Microscopy (TEM) 

 Ultrastructures of biological or non-biological specimens can be obtained by 

magnifying the ultrathin sections by 100 to 1,000,000 times. The resolution limit for 

lattice image is 1.44 Å and that for structure image is 2.1 Å. Five steps of accelerating 

voltages from 75 kV to 200 kV make it possible to observe the sections of a wide range 

of thickness. Since the H-8100 is computer-controlled, any beginner can get satisfactory 

data instantly. The biological specimens are usually observed after being stained with 

various metal solutions. However, the H-8100 can observe a bright or a dark field 

image of non-stained specimens with a scanning-transmission (STEM) mode. It is also 

possible to make a stereo pair of photographs by changing the tilt angle of 

semi-ultrathin sections. 

 The ultramicrotome (DuPont MT-1 and Leica UCT) and equipment (Hitachi 

HFZ-1) for freeze-etching and freeze-fracture techniques are also available in the 

Center. 

 

2) Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 The surface of tissues, cells, bacteria, viruses, and non-biological materials whose 

thickness are up to 0.5 mm can be observed with a resolution of 3 nm. A critical point 

drying apparatus (Hitachi HCP-2) and an ion coating apparatus (Hitachi E-102 and 

E-201 ion sputter) for the preparation of the specimens are available in the Center. 

 

3) Electron Diffraction (ED) 

 From the diffraction pattern with selected area diffraction mode, the 

crystallographic structure of crystalline materials can be analyzed. The H-8100 has a 

computer-controlled lens design that offers the best correlation of selected area image 

and diffraction pattern at all magnifications. 

 

4) Energy Dispersing X-ray Analysis (EDX) 

 An elemental microanalysis can be made by detecting a specific X-ray energy 

emitted from specimens on application of the electron beam. Point, line, and area 

analyses can be made by viewing the SEM and TEM images of the specimens. The 



 

  

obtained data are analyzed qualitatively and quantitatively with Kevex software, 

Analyst 8000. By digital imaging various expressions of the data are possible, for 

example, the STEM image decorated with elemental mapping (EPSON GT-9000 image 

scanner and NEC PC-9801Xp personal computer). 

 

5) Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS) 

 The H-8100 is capable of performing electron energy loss spectroscopy either in 

TEM or in STEM mode. The composing elements, mostly light ones like B, C, N and O 

of specimens can be analyzed by measuring the energy loss of electrons passing 

through the specimens. The resolution is 4 eV. 

 

6) Dimple Grinder (GATAN-Nissei Model 656N) 

  Dimple grinder is an instrument used for grinding circular dimples of spherical 

profile in the surface of materials such as ceramics and semiconductors. The principal 

application is to the preparation of specimens for TEM. This technique is normally used 

for pretreatment of ion milling. A careful operator can routinely produce a specimen 

with thickness less than 5 mm, although in the case of most materials a final thickness 

between 20 and 50 mm is normally obtained. 

 

7) Ion Milling (GATAN-Nissei DuoMill Model 600N) 

 The DuoMill is a machine which can “mill” the specimens such as ceramics and 

semiconductors for TEM observation. Ion milling involves directing a several-keV beam 

of argon ions at both sides of a specimen. As the ions strike the specimen, the surface 

atoms are sputtered out, which leads to thin the specimen.  

 GATAN DuoMill has two chambers which contains all the facilities for 

independently ion-thinning two specimens. 

 

Other accessories:  

  Glassy Knife Maker (Sankey Messor C and Leica EM KMR), 

  Stereo Microscope (Nikkon SMZ), 

High Vacuum Evaporator (Hitachi HUS-5GB), 

Photo Developing Accessories (DOSAKA EM TB-3-75 developing apparatus, Fuji A- 

450 enlarger, FC JRC-33 air dryer), etc. 

 

 

 



 

  

４．複合型表面分析装置 ( E S C A )  

 

 ESCA(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)は固体の5～50 Åの極表面層の元

素およびその結合状態を分析する効果的な方法であり、Ｘ線光電子分光法（XPS）とも呼ば

れている。この方法は軟Ｘ線照射によって放出した電子（光電子）の運動エネルギーを測定

することによって、固体表面の束縛電子の結合エネルギーを求める方法である。一般に束縛

電子の結合エネルギーは原子核によって固有の値を有する（例えば O1s 電子の場合 532 eV

である）ので、絶縁物を含むあらゆる固体表面の組成元素の定性、定量分析が可能となる。

また、束縛電子の結合エネルギーは原子核の化学結合状態によって数eV 程度シフトするの

で、原子価数、酸化数、官能基の種類や量などの極表面での化学状態を明らかにすることも

できる。さらに、イオンエッチングを行えばそれらの深さ方向への変化を知ることができる。

軟Ｘ線照射の代わりに電子線照射を用いれば、放出するオージェ電子のエネルギーを測定す

ることで、主として導電性固体の表面元素分析を行うことができる（オージェ電子分光

（Auger Electron Spectroscopy [AES])）。またアルゴンイオン照射を用いれば、放出する

イオン（二次イオン）の質量数を測定することでも、表面の組成分析が可能である（二次イ

オン質量分析(Secondary Ion Mass Spectroscopy [SIMS])）。 

 当センターは ESCA 測定のために島津 ESCA-850 を用意している。この装置は上述の AES

測定（島津SAM-5B）や SIMS測定（島津SIMS-500）のための拡張機能も備えている。 

 

主な応用分野 

材料科学方面： 

 金属，半導体，高分子，ガラス，セラミック，粉体，触媒，複合材料の表面や界面の分 

 析 

表面・界面現象の解明： 

 酸化，腐食，汚染，元素拡散，偏析，接着性，摩擦・潤滑，触媒作用，表面処理，劣化 

 など 

 

4 .  C o m p o s i t e  T y p e  S u r f a c e  A n a l y z e r  ( E S C A )  

 

 Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA), also known as X-ray 

Photoelectron Spectroscopy (XPS), is an effective technique for elemental and bonding 

analyses of thin surface layers 5-50 Å thick of solids. This technique yields the binding 

energies of electrons in the surface layers by measuring the kinetic energies of electrons 

(photoelectrons) ejected by the irradiation of soft X-ray. Because the binding energy is 

largely (but not entirely) independent of the state of bonding of the atom, the 

characteristic energy values (e.g., 532 eV for O1s electrons) can be used for qualitative 



 

  

and quantitative determination of constituent elements present in the surface layers of 

solids including insulators. The binding energy, however, may shift (up to several eV) 

reflecting the chemical state of the atom, it is also possible to get information on the 

valence number and oxidation number, and the type of functional group present. 

Moreover, the ion etching technique provides the depth profiling from the surface. If 

the surface is irradiated not by soft X-ray but by electrons, the determination of the 

kinetic energies of Auger electrons ejected allows the surface elemental analysis of 

solids, especially, of conductive solids, which is designated Auger Electron Spectroscopy 

(AES). If irradiated by argon ions, the masses of the secondary ions ejected will also 

give the surface information of solids, designated Secondary Ion Mass Spectroscopy 

(SIMS). 

 The instrument of the Center for ESCA is a Shimadzu ESCA-850, with which 

AES (Shimadzu SAM-5B) and SIMS (Shimadzu SIMS-500) can also be done. 

 

Main App1ications 

Studies of Materials: Analyses of surface and interface of metals, semiconductors, 

polymers, glasses, ceramics, powders, catalysts, composite materials, etc. for the 

research and development of new materials. 

Studies of Surface and Interface States: Studies of oxidation, corrosion, contamination, 

elemental diffusion, segregation, adhesion, friction, lubrication, catalytic properties, 

surface treatment, deterioration, etc. 

 

5 ．生体分子高次構造解析システム（C D & S F ） 

 

 本システムは生体系での２つの重要な研究分野、生体分子中の光学異性体の絶対配置の決

定と生化学反応のメカニズムの解明に有用である。 

 分子が鏡に映った鏡像（対掌体）と重ね合わすことができない立体配置をもつとき、その

性質をキラリティーといい、その分子をキラルな分子という。この場合、この分子とその対

掌体は光学異性体対をなし、一方の立体配置がＲ配置ならば、もう一方の配置はＳ配置と呼

ばれる。生体物質では、キラリティーをもつ立体配置の一方のみが実現しており、それらを

構成する分子鎖が立体的にうまく折り畳まれた状態（高次構造）においてそれらの分子の固

有の機能が発現する。代表的な例は、アミノ酸，ホルモン，酵素，タンパク質，核酸，糖類

などに見られる。したがって、生体分子の高次構造の解明においてはこれら対掌体のうちの

いずれが存在するかを決定すること（絶対構造の決定）が重要である。キラルな分子は、左

回り円偏光と右回り円偏光を異なった強度で吸収する。この性質を円偏光二色性（optical 

circular dichroism [CD]）という。左回り円偏光と右回り円偏光に対する吸光度の差を波長



 

  

に対してプロットしたものがCD スペクトルであるが、これはその分子の絶対配置に固有の

パターンを示し、従って、得られたCD スペクトルを絶対構造既知のスペクトルと比較検討

することにより、未知物質の絶対配置の決定が可能となる。  

 一方、生体系の化学反応は一般に非常に速い過程であることが多く、そのような反応のメ

カニズムの解明にはストップトフロー法や緩和法が用いられる。ストップトフロー法は、ピ

ストンを素早く引いた後止めることで、２種の溶液を能率よく混合した後、流れをせき止め、

測定セル内で進行する反応を例えば吸収スペクトルの時間変化により追跡し、反応速度定数、

反応中間体の生成や消失の速度定数等を求めるものである。これに対して、観測セル内の平

衡にある反応系溶液に対してその温度を急速に上昇させる温度ジャンプなどによってその

平衡を乱し、その後反応系が新しい平衡に向かって移行する過程を追跡するのが緩和法であ

る。この方法により緩和時間に関する情報が得られ、別の実験で求めた平衡定数の情報と組

み合わせることにより反応速度定数を知ることもできる。 

 センターの生体分子高次構造解析システムは、円偏光二色性分散計として日本分光の

J-600 を、ストップトフロー分光光度形として大塚電子の RA-401 を備えている。センター

のシステムは、上述の生体分子の高次構造の決定や生体系の化学反応メカニズムの解明以外

にも、たとえば、コレステリック液晶やスメクチックＣ＊液晶を示す分子（これらはキラル

な分子である）の立体配置の決定、あるいはまた酸塩基反応、酸化還元反応、錯体形成反応、

有機化学反応、触媒反応といった種々の化学反応の解析にも十分に役立つものである。 

 

円偏光二色性分散計 

日本分光のJ-600 試料の様態： 液体もしくは固体 

         測定波長域： 800-180 nm 

         測定可能吸光度： 5まで 

         測定温度： 室温から約95 ℃ 

ストップトフロー分光光度計 

大塚電子のRA-401 試料の様態： 液体のみ 

         測定波長域： 800-200 nm 

         反応速度： 0.1 ms-30 ms、７段切換 

         測定温度： -20 ℃から約95 ℃ 

 

5 .  A n a l y t i c a l  S y s t e m  f o r  B i o m o l e c u l a r  C o n f o r m a t i o n  ( C D & S F )  

 

 This measurement system is useful for the studies in two important studies in 

biosystems, determination of the absolute configuration of an optical isomer present 

and analysis of biochemical reactions. 

 A chiral molecule is a molecule that cannot be superimposed on its mirror image, 



 

  

where both molecules constitute an optical isomeric pair, and if one has S-configuration, 

the other has R-configuration. In natural products, only one type of the configurations 

is present in each chiral center, and the characteristic function arises from its own 

spatial structural arrangement. Many such examples are found in amino acids, 

hormones, enzymes, proteins, nucleic acids, sugars, etc. Therefore, it is very important 

to determine which optical isomer is present in a biomolecule (i.e., determination of the 

absolute configuration of the optical isomer). A chiral molecule absorbs left- and 

light-circularly polarized radiation with different intensities (I L and I R), and such 

property is called optical circular dichroism (CD). The CD spectrum itself is a record of 

the difference in intensity (I L − I R) against wavelength and shows a pattern inherent 

of the absolute configuration present in a biomolecule and hence, can be used to 

determine the absolute configuration of optical isomers in unknown compounds. 

 Chemical reactions in biosystems are usually very fast processes, and the 

stopped-flow technique is used in the study of such fast reactions. In this technique, 

solutions of the reactants are impelled into a mixing chamber as a piston is withdrawn 

suddenly to a stop. The composition in the chamber is then monitored, for example, by 

measuring the change of absorption spectra with time. Another method is the 

relaxation method: When the chemical reaction system which is initially in an 

equilibrium state is perturbed, such as by a temperature jump, a sudden change to a 

higher temperature, and the composition relaxes to the new equilibrium, which will 

give information about the relaxation times. In conjunction with information about the 

equilibrium constants, we can know the rate constants also. 

 The analytical system for biomolecular conformation in the Center consists of two 

principal instruments: a JASCO J-600 CD spectrophotometer and an Otsuka 

Electronics RA-401 stopped-flow spectrophotometer. This system is useful for the 

above-mentioned two studies, and can be used also in other research fields, for example, 

conformational analyses of liquid-crystalline molecules showing cholesteric/smectic C* 

phases, analyses of various chemical reactions such as acid-base, oxidation-reduction, 

complex formation, organic, and catalytic processes, etc. 

 

JASCO J-600 CD spectrophotometer: 

     Sample type: liquid or solid 

     Range of wavelength: 800-180 nm 

     Range of absorbance: <5 

     Range of temperature: room temperature to about 95 ℃ 

Otsuka Electronics RA-401 stopped-flow spectrophotometer: 



 

  

     Sample type: liquid only 

     Range of wavelength: 800-200 nm 

     Range of reaction rate: 0.1 ms to 30 ms, 7 steps 

     Range of temperature: -20 ℃ to about 95 ℃ 

 

６．誘導結合プラズマ発光分析装置（I C P - A E S ）  

 

誘導結合プラズマ発光分析法(ICP-AES)は、電子材料、セラミックス、超伝導材料等の先

端材料や生体試料中に存在する微量元素、水、土壌、大気など環境中に存在する元素を解明

するといった目的に対して有用である。この方法では多元素を同時に極微量から高濃度まで

の広い濃度範囲にわたって定性的ならびに定量的に分析することができる。 

 誘導結合プラズマ(ICP)を励起源に使用した原子発光分析法は、セシウム(1860年)、ルビ

ジウム(1861年)の二つの新元素を発見したR. W. Bunsen、G. R. Kirchhoffが行った方法

と本質的に同じである。すなわち、励起源(ICP)に試料を導入し、その時発光する光を適当

な方法(回折格子を使用した分光器)で分光する。分光して得られた光のスペクトルを写真乾

板で撮影するか、光電子増倍管を用いて電気信号に変換して評価するものである。 

 観測される発光スペクトルの波長より試料中に存在する元素を特定することができ、その

発光強度はその元素の原子数に比例する。それゆえ、個々の波長で光を検出することによっ

て試料の定性分析を、その強度を測定することによって分析対象元素の定量分析を行うこと

ができる。ICP-AESでは、ほとんどの金属元素およびホウ素、炭素、ケイ素、リン、イオ

ウなどのいくつかの非金属元素を含めた 70以上の元素を一斉に定性・定量分析することが

可能である。 

 ICPでは、高周波の誘導コイルを使用してアルゴンガス流中に 6,000-10,000 Kの温度に

加熱されたアルゴンイオンを作る(誘導結合プラズマ、ICP)。その高温プラズマが原子の励

起を促進し、測定感度を向上する。そのため、測定条件を変更することなしに、1 ppb以下

の極微量から 1000 ppmまたはそれ以上の濃度範囲にある元素を測定可能である。また、高

い温度の励起源を用いることで、ほとんどすべての化合物をその構成元素に分解することが

できるため、他の原子スペクトル法で問題となっていた共存物質の影響や、分子種由来のバ

ックグランドの影響を大幅に低減することができる。また、これまで困難で時間のかかった

試料の前処理を、ICP-AESでは簡便・迅速化することができる。 

 

    ICP-AES Leeman Labs Inc. PS-1000UV 

        高周波電源部:  周波数 40.68 MHz，出力 0.7-2 kW 

        ｽﾍﾟｸﾄﾙ検出部:  測定波長範囲 178-808 nm, 

                       検出可能濃度 おおむね 1ppb-1000 ppm 

    付属装置 



 

  

      超音波ネブライザー 

      水素化物発生装置 

      オートサンプラー 

      マイクロ波加熱試料分解システム 

      純水製造装置 

 

6 .  I n d u c t i v e l y  c o u p l e d  p l a s m a  a t o m i c  e m i s s i o n  s p e c t r o m e t e r  ( I C P - A E S )  

 

 It often becomes necessary to explicate elements present in electronic materials, 

ceramics, and superconductive materials in the research and development of advanced 

materials, infinitesimal amount of metallic elements existing in organism samples, and 

elements existing in the circumstances such as water, soil, and atmosphere. Inductively 

coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) is useful for these purposes. 

This technique makes possible both qualitative and quantitative analysis in a wide 

range from a trace of to a high concentration of many elements. 

     R. W. Bunsen and G. R. Kirchhoff discovered two new elements, cesium in 1860 

and rubidium in 1861, using atomic emission spectrometry (AES). ICP-AES is basically 

very similar to the traditional AES, except that it utilizes the inductively coupled 

plasma (ICP) as the excitation source. In ICP-AES, the sample to be analyzed is 

introduced into the source, and atomic excitation occurs. The emitted light is dispersed 

by a suitable means such as an optical grating monochromatic system, and finally, the 

resulting spectrum is recorded on a photographic plate or detected as an electronic 

signal via photomultiplier detection system. 

 The wavelength of the observed emission lines can be used to identify a 

particular element, and the intensity of the emission line is proportional to the number 

of the atoms undergoing the corresponding transition. Thus, the detection of radiation 

at a particular wavelength can be applied to the qualitative elemental analysis of the 

sample and the intensities measured at these wavelengths to the quantitative analysis 

of the analyte elements. Over seventy elements, including most metal elements and 

some non-metal elements such as boron, carbon, silicon, phosphorus, and sulfur, can be 

detected and analyzed by ICP-AES. 

 In ICP, a radiofrequency induction coil is used to heat argon ions in an argon gas 

stream to temperatures of 6,000-10,000 K. Such high temperatures of plasmas lead to a 

high degree of atomic excitation and thus, to a high sensitivity for detection. As a result, 

a linear response from 0.1 ppb or below to 1000 ppm or more is easily realized without 

change of operating conditions. The high temperatures also ensure that virtually all 



 

  

compounds are broken down to their constituent elements and thus, the matrix effects 

and the background interference from molecular species, which are so often a problem 

in other atomic spectroscopies, are largely eliminated. The pretreatment of the sample 

for ICP-AES can be undertaken with ease and rapidly, in contrast with other atomic 

spectroscopies. 

 

     ICP-AES, made by Leeman Labs, Inc., type PS-1000UV 

  RF generator:   Operating frequency: 40.68 MHz 

                           Operating power: 0.7-2 kW 

  Detector:        Wavelength range: 178-808 nm 

                  Detectable concentration: 1 ppb-1000 ppm 

      Ultrasonic nebulizer 

      Hydride vapor generation unit 

      Autosampler 

      Microwave sample preparation system 

      Water purification system 

 

7 .   分光光度計 （紫外可視・赤外） 

 

１）紫外可視分光光度計 

 物質による紫外及び可視領域（約 200-700 nm）の光の吸収はその分子の電子構造に依存

しており、電子が基底状態における軌道から高いエネルギーの軌道へ遷移することによりお

こる。例としては、遷移金属化合物におけるｄ－ｄ遷移や二重結合を有する有機化合物の

π-π* があげられる。そのため、紫外可視吸収スペクトルからそのような化合物の同定や定

量が、さらには未知化合物の電子状態の検討が可能である。 

 センターには２つの紫外可視分光光度計がある。日立３３０型と日立Ｕ４０００型自記分

光光度計である。後者は当センターの最高機種として通常の吸収スペクトルの測定以外に反

射スペクトルの測定も可能なように設計されている。 

 

２）赤外分光光度計 

 物質による赤外線（約 5000～300 cm-1）の吸収はその分子の振動構造に依存しているが、

１個の振動エネルギーの変化に伴って多数の回転エネルギー変化が起こるので、振動スペク

トルは振動吸収“帯”として現れる。吸収の振動数あるいは波長は、振動部分の換算質量、

化学結合の力の定数および原子の幾何学的配置に依存する。したがって，赤外スペクトルか

ら分子構造を解析することができる。 

当センターには２つの赤外分光光度計がある。日本分光 A ３０２型とパーキンエルマー 



 

  

システム2000 型である。前者は回折格子型であり、後者はマイケルソン型干渉計を用いた

フーリエ変換型である。後者においては、干渉計の制御にレーザー光を、またフーリエ変換

という数学的操作を用いることにより高分解能、高い波数確度、高感度が実現でき、スペク

トルの積算測定や高速測定が可能となり、またスペクトルの数学的な処理（加減乗除，微分

積分など）が容易に行えるという利点がある。また HATR（水平型内部多重反射測定装置）

（日本分光 ATR-6。パーキンエルマー用としてスペクトラテック 0001-298T[ZnSe]もあ

る。）の使用により、従来の赤外分光光度計では測定の難しかった水溶液、ペースト等のス

ペクトルを得ることができる。 

 

その他のアクセサリー： 

  KBr錠剤成型器（日本分光TP-100と T-100） 

  真空ポンプ（ヤマト科学PS-22） 

  乾燥器（ヤマト科学DX-38） 

 

7 .  S p e c t r o p h o t o m e t e r  ( U V - V i s  a n d  I R )  

 

1) UV-visible Spectrophotometer 

 Absorption of the ultraviolet (UV) and visible (Vis) light with the wavelength of 

200-700 nm by a given molecule is dependent on its electronic structure. In other words, 

the origin of such absorption is a transition of electron in the ground state level to an 

upper level, and typical examples are the d-d transitions in the transition metal 

compounds and π-π* transitions in organic compounds with double bonds. Therefore, 

UV-vis absorption spectrum is used for identification and quantitative analysis of such 

types of compounds, and sometimes, for getting information on the electronic structure 

of unknown compounds. 

 The Center has two UV-vis spectrophotometers, a Hitachi 330 type and a Hitachi 

4000U type. The Hitachi 4000U type is a high-end model in the Center, which is 

designed for reflection as well as normal absorption measurements. 

  

2) Infrared Spectrophotometer 

 Absorption of light in the infrared (IR) region (400-5000 cm-1) is dependent on 

the vibrational structure of a molecule. That is, the absorption is due to vibrational 

transitions accompanied by a number of rotational energy changes, and so, is observed 

as a vibrational-rotational “band”. The frequency or wave length of the absorption is 

closely connected with the mass, force constant, and geometry of the vibrational unit of 

the molecule. Therefore, IR spectra are useful for the structural analysis of the 



 

  

molecule.  

 The Center has two types of IR spectrometer, a JASCO A-302 and Perkin-Elmer 

System 2000. JASCO A-302 is a diffraction-grating type spectromer, and, on the other 

hand, the Perkin-Elmer System 2000 is a Fourier Transform (FT) type using a modified 

Michelson interferometer. In the latter instrument, the usage of FT method and a laser 

beam provides more precise and more accurate determination of the wavelengths of IR 

absoption peaks, higher sensitivity, compared to the measurements with the former. It 

is also possible to accumulate the spectral signal and perform time-resolved 

measurements. Mathematical treatments for the spectra, such as addition, subtraction, 

multiplication, division, integration, etc. are easily carried out. Furthermore, IR spectra 

of aqueous solutions or paste samples are also available by using a HATR (horizontal 

attenuated total reflectance) accessory (JASCO ATR-6. Accessory for the Perkin-Elmer 

instrument is Spectratech 0001-298T [ZnSe].). 

 

Other accessories: 

    Hydraulic press for KBr disc sample preparation (Jasco TP-100 and T-100) 

    Rotary Pump (Yamato PS-22) 

    Drying Oven (Yamato DX-38) 

 

８．液体窒素供給装置 

 

 コールド・コンバーターは液化ガスを貯蔵し、これからガスや液化ガスを取り出すための

装置である。液化ガスはメーカーからタンクローリーで運ばれ、コールド・コンバーターに

移される。センターのコールド・コンバーターは液化窒素専用の貯蔵・取り出し装置（最大

貯蔵量は１トン）であり、岐阜大学内のすべてのユーザーは、この装置から、望むときはい

つでも必要量の液体窒素を取り出すことができる。 

 液体窒素は便利な冷媒であり、これを用いると-196 ℃という低温を簡単に実現できる。

したがって、液体窒素は物理学、化学、生化学、医学ならびに生物科学の広い分野の研究に

おいて不可欠な冷媒となっている。また、液体窒素は、冷媒としての用途の他に窒素ガスの

供給源となりうる。コールド・コンバーターを通して高純度窒素ガスが容易かつ大量に得ら

れる。 

 

8 .  C o l d  c o n v e r t e r  ( L i q u i d  n i t r o g e n  s u p p l y i n g  s y s t e m )  

 

 The cold converter is a system which can store a liquefied gas. From the system 

the liquefied gas and/or the gas itself are available. The liquefied gas which was 



 

  

transported by a tank lorry from the maker is transferred to the converter. The cold 

converter facilities in the Center is a system for liquid nitrogen storage (max. storage is 

1 ton). This system makes it possible for anyone at Gifu University to get as much 

liquid nitrogen as he/she needs whenever he/she needs it. Liquid nitrogen is a very 

convenient cooling medium ( coolant ) by which you can easily make a temperature as 

low as -196 ℃. Liquid nitrogen, therefore, is an indispensable medium for studies in 

the wide field of physics, chemistry, biochemistry, medical, and biological science. In 

addition to it's use as a coolant, liquid nitrogen is a convenient source for nitrogen gas. 

Ultra-pure nitrogen gas can be obtained easily and in large quantities through the cold 

converter. 

 

 

 



6 .  新規導入機種紹介  

紫外可視分光光度計       日立 U 4 0 0 0（特）型       

本装置は紫外から可視領域における材料の光透過率を測定する装置で、このデータから屈折率などの

材料の光学定数の決定や溶液中の含有物の同定や定量などが可能です。これらの情報は、今日、工学、

農学、医学、生物学などのあらゆる分野の先端的研究において各種材料を評価する上で必要不可欠なも

のです。本センターにはすでに紫外可視分光光度計として、日立 330型が設置されてはいましたが、昭

和 56 年に購入された装置であるため老朽化しており、この必要不可欠な基礎データを高精度で測定す

ることが困難になってきていました。この装置の導入によりこの問題は解消されます。また、日立 330

型はもともと溶液試料用であって、固体試料の測定には不向きで、特に反射率の測定には対応できませ

んでした。これらの点についても、日立U4000（特）型は付属の反射測定装置の使用により十分対応可

能です。また、パーソナルコンピューターによる自動制御測定（時間変化測定などに便利です。）およ

びデータ保存、さらにはネットワークを使ってのデータ転送も可能です。このようなコンピューターを

使って測定はおろか、記録紙（“巻物”の扱いに悩まれた方も多かったはずです。）にしか出力できな

かった日立 330 型の不便さも解消されました。このように、導入機器、日立 U4000（特）型は、日立

330型の多くの問題を解消し、化学や電子材料から生物関連の分野まで幅広い分野での皆様のニーズに

十分応えられる装置です。皆様の積極的なご利用を期待しております。 

 

日立U4000（特）型の仕様： 

分光システム：プリズム・グレーティング型のダブルモノクロメータ 

検出器：光電子増培管および恒温冷却型 PbS 

測定範囲：190-3200 nm（検出器付属装置を装着して）（積分球使用時は 240-2600 nm） 

波長正確さ：±0.2 nm（紫外可視領域）、±1.0 nm（近赤外領域） 

吸光度範囲：－2~4 

試料の様態：溶液および固体試料、固体粉末試料あるいは薄膜試料 

データ出力形式：カラーインクジェットプリンタによる印刷もしくはフロッピーディスク（3.5イン 

 チ、 DOS/Vフォーマット）へのファイル保存。ネットワークを使ってのデータ転送も可能。 

 

アクセサリー： 

パーソナルコンピューター（日立フローラDM3[Windows95]）とプリンタ（キャノンBJC-430J） 

60 mmφ積分球（濁った試料、固体粉末試料の拡散反射スペクトルの測定が可能となります。） 

反射付属装置（鏡面反射[0°反射]の測定が可能になります。） 

電子冷熱式恒温セルホルダー（0から 100 ℃までの測定が可能です。） 

偏光子ホルダー（試料の偏光特性の測定が可能になります。） 

ミクロセル用マスク（微小試料の測定が可能になります。） 

フィルムホルダー（固体フィルム試料の試料室へのセットが可能になります。） 



7 .  利用手順 
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             利用者登録 
年度始めに利用予定者（利用資格については 8 の別表 1をご参照下さい。）に機
器利用申請書（8 の別表３）を提出していただきます。 

             利用者講習会 
測定機器を初めて使われる方には４月から６月にかけて行います利用者講習会

を受けていただきます。              

            利用の申し込み 
日時をセンター職員に相談のうえ、各測定機器に備え付けの測定申込簿の測定希

望日に予定を記入していただくととも使用願書に所定の事項を記入し提出して

いただきます。             

             装置の利用 
原則として利用者が自ら測定機器を運転・操作していただきます。 時間外の利

用（夜間および土日）を希望する人は時間外利用届をご提出ください。 利用料

金は 8 の別表 2をご参照下さい。              

              運転日誌 
利用者が実際の利用時間、利用状況を測定機器に備え付けの記録簿に記入しま

す。万一測定機器を破損した場合、あるいは異常を認めた場合はただちにセンタ

ー職員に連絡してください。             

          研究成果を公表される場合 
論文・報告書中にはセンターを利用した旨を明記し、その論文等の写しを提出し

てください。センター発行の利用報告書等の資料にさせていただきます。             



◇ それぞれの申込み用紙はセンター事務室に用意してあります。 

◇ 問い合わせ先 

センターの利用手順に関する質問 → センター職員に御相談下さい 

センターの機器に関する質問（全般）→ センター専任教官に御相談下さい。 

                   なお、利用者がセンターのどの機器を利用してどのよう 

                  な研究を行っているかについては巻末の平成９年度研究 

                  課題ならびに利用者研究論文一覧(1996)をご参照くださ 

                  い。 

センターの機器の細かい測定のノウハウ・使用手順等 → センター員が相談に応じます。 

センターの運営に関する御意見・質問等 → センター長、センター職員、あるいは各部局の運営 

                     委員まで御連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































































































































 

編集後記 
 
 平成 9 年度 4 月 1 日付けで省令化施設、岐阜大学機器分析センターが新たに発足しました。旧
計測センター時代の皆様方の長年のご努力の賜だと思います。この場を借りてお礼申し上げます。

それから 1 年、ようやくこの記念すべき年報第 1 号ができあがりました。この年報の発行に際しま
して、学長にお祝いのお言葉をいただきました。この場を借りて厚くお礼申し上げます。また表

紙のデザインは工学部応用精密化学科杉浦隆先生に作成していただきました。お礼申し上げます。 
この年報はセンターの活動記録を皆様方にお知らせするとともに、まだご利用の経験のない方に

もセンターにどのような機器があるのか、それを利用して何ができるか、また実際の利用手順はど

うなのかについても情報が得られるようにしたつもりですが、まだまだ不十分かと思います。掲載

記事や内容についてご質問、ご意見、またご要望などがありましたら、どんどんセンターまで（電

話（内線 2035）もしくは e-mail（kutsu@apchem.gifu-u.ac.jpまたは murasey@cc.gifu-u.ac.jp）
にて）お寄せ下さい。お待ちしております。今後ともよろしくお願いいたします。 
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■ センターの内線番号案内 

 

職員事務（村瀬・春日）室    2035 (FAX 2036)  

MS室       2035 

CD・SF室      2035 

ESCA室       2035 

ICP室       2035 

電顕関連小型機器室     2035 

UV・IR室      2035 

FT-NMR(400 MHz・500 MHz)室  6570 

FT-NMR(200 MHz)室    6572 

専任教官（沓水）室     2573 (FAX 2573) 

センター長（石原）室    2612 
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